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背景と設備の概要

薄フイルムや微粒子の圧縮試験を高精度で実施できます。

薄フイルム、微粒子の圧縮強度試験

Cat.No 3E2J-320-00-230926

薄フィルムや微粒子の圧縮特性を評価するためには、下記の要件が必要です。
（1）全面圧縮では片あたりが発生し正確に測定できません。片当たりを防止するためには微小平面圧子による部分圧縮

が必要です。

装置外観と試験の模式図

薄フイルム、微粒子の全面圧縮と部分圧縮の状況比較

試験例：ポリイミドフイルム（15μm厚さ）の圧縮試験

（2）微小平面圧子による圧縮試験では、評価領域が小さいため、微小な荷重容量の試験機が必要です。
このような試験機で数μmの変位を与えるためには、0.01μm以下の変位分解能が必要となるため、高精度な微小圧
縮試験機が必要です。

試験機仕様

最大試験力（mN） 49.04

最大変位（μm） 1.1509

最小試験力（mN） 0.06

最小変位（μm） 0.2487

圧縮量（μm） 1.151

復元量（μⅿ） 0.902

ポリイミドフイルム（15μm厚さ）の圧縮試験結果

試験条件


